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成果摘要： 

随着大规模集成电路集成度的不断提高，MOS器件的尺寸已经小到微米和亚微米的量级。按等比例缩小原则，栅SiO_2

的厚度已经减小到2-10nm。当今的集成电路工艺制备出低可动离子及低原生陷阱密度的高质量SiO_2薄膜已不十分困

难。但是，在小尺寸器件的应用过程中，由于高电场的作用，薄栅SiO_2体内以及Si/SiO_2界面产生新生陷阱电荷，导

致器件性能的改变，从而严重影响了MOS集成电路的可靠性。这些新生陷阱电荷是由于隧道热电子或沟道热电子所引起

的。于是，研究这些热电子效应就成为小尺寸器件可靠性的关键问题。研究这些问题，最为基础的就是需要快速、准确

地测量出半导体器件的参数，并利用计算机辅助分析测量的数据，得出有价值的结果。比如，要预测一个半导体器件的

寿命，显然就必须研究和测量新生界面陷阱的行为和性质。BC2931A半导体参数测试系统是由微型计算机控制的，用

于测量和分析半导体器件-晶体管、场效应管等的特性参数的科学测量系统。它主要由两部分组成：硬件仪器部分，即

BC2931A半导体参数测试仪和软件控制分析部分，即TRS V2.1陷阱弛豫谱软件系统。通过这个系统，测试一些半导体

器件的参数，通过分析可以得出一些结论，比如预测被测半导体器件的寿命。应用范围：该系统可以广泛适用于需要对

小尺寸MOS器件进行性能表征之处，如温度应力、机械应力、频率、光照、辐射环境等条件下的器件性能研究。主要应

用对象是半导体器件的生产厂商，半导体器件研究机构。该系统采用了创新的“差值谱方法”(其中氧化层电流弛豫谱

方法已经获得1993年国家新发明专利。该项目于1999年5月通过专家委员会的技术鉴定，得到很高的评价：“该技术

先进，已经用于CMOS集成电路的生产与设计的可靠性评估、分析和研究。该技术在微电子测试分析领域有广阔的应用

前景”。 
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